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V305b XRISM搭載 XtendのGrade-dependent offset 補正の調査
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X線分光撮像衛星 (XRISM)に搭載する軟X線撮像装置 (Xtend)のX線 CCD素子の仕様、およびエネルギー
較正方法は「ひとみ」の軟X線撮像装置 (SXI)のものを踏襲している。「ひとみ」SXI では電荷転送過程で損失し
た電荷量を補正した後で、X線Gradeに相関したゲインの違いが見られた。1ピクセルに収まるGrade0イベン
トに対して、2ピクセル以上にまたがるGrade2, 3, 4, 6 では∼ +10–20 eV相当 (E = 6 keVのX線に対して)の
違いがあった。そこで、Grade-dependent offset を定義し、その補正を行っていた。本年 8–9月にXtend フライ
ト用X線 CCD素子の較正試験を大阪大学で実施した。そのデータを用いて、従来の電荷転送損失の較正をした
ところ、「ひとみ」SXIと同様の Grade間のゲインの違いがあることを確認した。本講演ではGrade-dependent
offset の補正方法とその結果の報告を行う。また物理的な背景について議論する。


